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摘要(译)

本实用新型涉及一种基于CMOS图像传感器的量子点标记试条定量检测
系统，包括量子点标记试条、试条架、扫描系统、CMOS图像传感器、
数据处理装置、输出显示装置、打印机、键盘和一张与试条配套的IC
卡。数据处理装置读取IC卡参数后控制试条架运动，以适应扫描系统的
光纤探头对试条检测带和质控带进行自动扫描，所采集的特征波长反射
荧光信号经CMOS图像传感器传输给数据处理装置进行光密度识别和浓
度计算，输出显示装置显示检测结果。本实用新型能快速、准确实现样
品单组分和多组分定量或定性检测，还能对免疫层析反应过程进行动态
监测。系统具有检测灵敏度高、结果客观、使用灵活等特点。
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